
Die saxonischen Schwerspate Thuringens sind aullerordentlich 
Sr-reich: 

Konitz-Kamsdorf . . . . . . . . . . . 8-10 % SrSO, 
Sclirnalkalden . . . . . . . . . . . . . . 4-5 % SrSO, 
Rlchelsdorf-Albungen . . . . . . . . 4-4,5 yo SrSO, 

(Varisciscbe Schwerspate sind erheblich Sr-armer; Freiberg, 
Lauterberg und Pfalzer Sattel 1-3% SrSO, je nach Abfolge). 
Binziges Spurenelement ist P b  in geringsten Mengen. Die Sr-Ver- 
teilung zwischen FluBspat und Scbwerspat ist praktisch bildungs- 
1 emperatur-unabhangig. Die sparliche Sulfid-Phase fiihrt iiber- 
wicgeud Kupferkies, der meist Spuren Bi enthalt. Gelegentlich 
kommt es zur Ausbildung eines selbstandigen CuBi-Sulfides. 

liy. H I L M E R ,  F. L I E B A U  undG.  L I N D E M A N N ,  Ber- 
lin : Die liristallstruktur des Rhodonits Ca Mn,[Si,O,,]. 

Mit Hilfe von Drehkristall- und Weillenberg-Aufnabmen wurde 
die Kristallstruktnr des Rhodonits untersucht. Die Gitterkonstan- 

ten der triklinrn Elementarzelle ergaben sirh zu 

a= 6,68 K h =  7,66 K c = 12,zo K 
a =  1 1 1 , l  f. = 86,O y = 93,2 ’ 

Die Atomkcordinaten wurden aus Patterson- und Elektronen- 
dichte-Projektionen, Minimumfunktionen, Differenzsyutbesen und 
nach der tr~al-and-error-Methode ermittelt. Dabei wurde gefunden, 
dall Rhodonit kettenformige Anionen parallel [ O O l ]  rnit einer 
Kettenperiode von 5 Si0,-Tetraedern besitzt. I m  Kristall wechseln 
Schichten von Ketten parallel (110) ah mit Schichten von Katio- 
nen. Die Struktur des Rhodonits zeigt nahe Beziebnngen zu der- 
jenigen des P-Wollastonits. Die in  der Literatur angegebenen cbe- 
mischen Analysen von Rhodoniten verschiedener Fundorte lassen 
ebenso wie die Kristallstruktur den Scblul) zu, dal) dem natiirlichen 
Rhodonit die Formel CaMn,[Si,O,,] zukommt, und nicht - wie 
meist angegeben wird - die Formel (Mn, Ca)SiO,. [VB 9801 
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A u s  d e n  V o r t r i g e n :  
0. R E I P E N S C H I Y E I L E R  und A. C .  van, D O R S T E N ,  

Eindhovcn: Eine abgeschmolzene Neutronenrohre. 
Zur Erzeugung von Xeutroncn besitzt man die verschiedensten 

Nethoden. So verwendet man unter anderem das Radium-Beryl- 
lium-Praparat als Neutronenerzeuger. Anch aus Hoehspannungs- 
nnlagen konnen in weitem Umfang Neutronen beliobiger Energis 
gewonnen werden, die vorher in Kernreaktionen entstanden sind. 
hlle diese &fethoden weisen jedoch gewisse Nachteile auf. Wahrend 
das Ra-Be-Praparat ein komplexes Ncutronenspektrum vermittelt, 
das auch noch y-Strahlung enthalt, liefert eine Hoehspannungs- 
anlage zwar Neutronen hestimmter Energie, ist jedoch schon eine 
recht umfangreiclie und kostspielige Einricbtung. 

Vortr. bericbtete iiber einen Neutronengenerator, der van den 
Philips-Laboratorien entwickelt wurde und die erwihnten Nach- 
teile nicht besitzt. Die Neutronen werden durch die Reaktion 
T(d,n) “IIe erzeugt. Die Ionenquelle und der Ionenbeschleuniger 
befinden sich in eiuem System, das einer Rontgenrohre iihnelt, und 
in dem laufend ein Druck herrscbt, der von etwa lo-, his 
Torr eingestellt werden kann. Die Deuterium-Ionen, rnit denen 
das Tritium-Target beschosscn wird. werden nicht einer Deute- 
rium-Fiillung entnommen. sondern einem Zirkonium-Draht, der 
mit Deuterium gesattigt ist und geheizt das Deuterium in ge- 
wunsohter Menge abgiht. Eine Pumpvorrichtqng eriibrigt sich bei 
diesem System. Das Target. aus Titan odcr Zirkonium rnit ad- 
sorbierteni Tritium, wird als gronr Flache von dem weit aufge- 
facherten Yeuterium-Ioiienstrahl getroffen. Dadurch werden er- 
hebliche Lebensdauer und grol3c Betriebssicherheit erreicht. Die 
Ziindspannung des Rohrcs liegt bei 100-150 Volt. Es kann bei 
riner Bcschleunigungsspannutig von 100 kV noch ohne Durch- 
schlag betrieben werden. Die Neutronen-Ausbeute betragt l o7  bis 
lo8 Neutronen/sec mit einer Energie von 14 MeV. Ein Zeichen fur 
die lange Lebensdauer ist die Tatsacbe, daB der Generator bereits 
mehrere 100 h ohnc Unterbrecbung in  Betrieb war. 

X. T A N M ,  Gottingen: iieinie und Blasenmchsturri bei der 
Entgasuizg aon Wasser  durch Unterdrzcck. 

Setzt tnan Wasser unter wachsenden Uuterdruck, so bemerkt. 
man, dall bei einem gewissen Druck die Fliissigkeit zerreillt und 
sieh Hohlraumc bilden. Das ZerreiBen der Fliissigkeit geschieht 
gegen die intermolekularen Krafte, die natiirlich temperaturab- 
hangig sind und  von erheblicher Grolje sein konnen. Die gebildetcn 
Hohlrlume fiillen sich mit, dem Dampf der sie umgebenden Fliissig- 
keit oder mit Luft. 

Unbrkannt ist,  wie schwache Stellen, an denen die Fliissigkeit 
zerreilit, zu erkllren sind. Auffallend ist, dall die ZerreiDfestigkcit 
geringer ist,  als man absch%tzen wiirde. Luft- oder Gaskeime kom- 
men zuniichst nicht in Frage, da Luftblasen nicht stabil sind, son- 
deru sich entwedcr vergrollern oder verkleinern, u. a. auf Grund 
der Oberflachenspannnng. Exprrimente, bei denen kiinstliehe Ver- 
unreinigung erzeugt wurde. sind negativ ausgefallen. 

Anders sind die Verhaltnisse jedooh, wenn sich Luftblasen an 
festc Oberflachrn anlagern konnen. Setzt sich eine Luftblase an 
eine Pore. so ist sic bei einer bestimmten GriiCe stabil, wobei der 
Radius der stahilen GroCe durch den Porenradius gegeben ist. Zu 
dieser GIcichgewiehtsqriifle gehort ein bestimmter Gleiohgewichts- 
druck in der Blase. Wird diefier Gleichgcwicbtfidruck vom infleren 
L h r k  unterwhritten. so findet Entgasung statt.  

Drstillirrtes Wasser enthalt Keimc von dcr Griil;e einiger [L. 
Ih i r r l i  Filtriclrc.ii isi cin l h t g m n n  also nicht miiqlirh. Hat, man 

Wasser durch Unterdruck entgast, so kann man durch Zusatz von 
Keimen (Metallpulver) wieder Blasenbildung hervorrufen. Jedoch 
zeigt cs sich, da13 nur jedes 100. his 1000. Teilchen als Keim wirkt, 
was darauf schliellen laWt, da13 zur Blasenbildung noch mindestens 
eine weitere Voraussetzung erfiillt sein mu13. Moglicherweise mull 
das Teilchen zusatzlich von einer Fettschioht umgeben sein. 

I .  B R O S E  R ,  Berlin-Dahlem: Uber den Mechanismus der Ener- 
giewunderung iiz Iirislallphosphoren. 

Regt man Kristallphosphore vom Typ CdS und ZnS durch Eiii- 
strahlung an, so kann dies zur Erzeugung von Lumineszenz- und 
Photoleitung auch in solchen Gebieten des Kristalls fiihren, die im 
Dunkeln gelegen haben. Als Trager der Energieleitung auf ver- 
haltnisniaBig groWe Entfernungen sab man bisher die Excitonen 
an (Elektron-Defektelektron-Paar). 

Vortr. zeigte, dall fur Energiewanderung iiber geringe Entfer- 
nungen die Defektelektronen verantwortlicb sind. Ein Kristall 
t ragt  an zwei gegeniiberliegenden Flachseiten je eine Elektrode. 
Durcb Bestrahlung der einen Elektrode entstehen auf dieser Seite 
des Kristalls Excitonen. Legt man nun an die Elektroden einc 
Spannung, so kann man bei verschiedener Polaritat der Spannung 
die Diffusion der Defektelektronen und dabei die Energieiibcr- 
tragung verfolgen. Fur  den Strom j,  der sich dabei einstellt, gilt: 

j-ew[-%(;)’\, 
Dabei ist k der Boltzmann-Faktor, T die absolute Temperalur, 
P die Elementarladung, U die angelegte Spannung nnd d die Dieke 
des Kristalls. Alle GroBen konnen genicssen werden, worau6 L, 
die Diffusionslange der Defektelektronen, zu ermitteln ist.  Es cr- 
gibt sich fiir L ein Wert  von etwa 1 p. n b e r  groBere Entfernungen 
mu8 ein Teil der Energieiibertragung zusatzlich dadurch moglich 
sein, dal) Lumineszenzlicht i m  Kristall gestreut, wird und a n  an-  
tlcren Stellen reabsorbiert zur Photoleitung beitragen kann. 

W .  E C K H A R D T , Frankfurt a.M. : E i n  Impuls- Massenstrah- 
ler als Strnhlungspuelle fiir die Spektroskopie in% fernen I R .  

Die Spektroskopie i m  f e r n a  IR wird vor allem mit der Mikro- 
wellentechnik und mit IR-Strahlung betrieben. Schon friihzeitig 
wurde der Hertzsebe Dipol als Moglichkeit einer Strahlungsquelle 
botrachtet, bis man auf den Gedanken kam, eine Vielzahl von 
kleinsten angeregten Dipolen in  ihrer Gesamtbeit als Massenstrab- 
ler zu vcrwenden. Vortr. beschrieb eine Neuentwicklung dieses 
Massenstrahlers. Die Hochspannung wird duroh einen rnit Netz- 
frequenz rotierenden Schalter auf eine Funkenstrecke gegeben. 
Diese Funkenstrecke liegt in  einem ringformigen Rohr, in  dem einc 
Dipoltragerfliissigkeit umlauft. Es wurde TetrachIorkohlenstoff als 
Tragerfliissigkeit verwendet rnit einer Suspension von Aluminium 
oder Kupfer entsprechend der gewiinschten DiyolgroDen. In der 
Funkenstrecke werden die rnit unllaufenden Dipole von der im- 
pulsformig abgegebenen H.ochspannung erregt uud wirken als 
Sender. Die Funkenstrecke selbst liegt im Brennpunkt eines Hohl- 
spiegels, der die Strahlung der Dipole in  ein Spektrometer iiber- 
tragt. So erhalt man ein kontinuierliches Spektrum rnit Frequen- 
zrn um 1,s mm, das gegenuber der Hg-Lampe einc um den Fak- 
tor 40 erhiihtr Intensitat hesitzt. 

1:. V E M Z I C B ,  Braunschweig: Die LujfscilnlEnbsor~iion poroser 
T\’unststoffscha1L?i~e. 

SohaumstoEC-Mat,tetl wirken vorziiglich schalldampfend. Es 
wurden Substanzen verschiedener Dichte in der Gegend von p 
50 kg/ni3 untcrnurht und chhri r inr  nur gnringc ZhhteahhBngig- 
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keit  der Absorption ge fu i id~n .  Ilic Freqiienzabliangigkrit dcr 
Pchallabsorption bei Fanrr8t.offen xeigt einen nionotoncn AnRtiec. 
Dumgcgeniibpr durr?hllufi. d i e  Absorption dr r  SnhauriistoIfnial t.rn 
nach einem llinlichen Anstieg Maxima und Minima, deren Lage 
experimentell von Dicke und Stromungswiderstand der Matte ab- 
hingt. Die Dieke wurde von 20 bis 50 mm variiert. Die Theorie 
zeigt diese Abhangigkeit nicht. I n  einigen Fallen ergibt sich in  
groI3eren Frequenzintervallen nur  eine geringe Abhangigkeit der 
Schallabsorption von der Frequenz. Um die Schallschluckwande 
chemisch unempfindlich zu machen, z. B. gegen Sauren, kann niaii 
sie rnit cntsprechenden Folien abdecken. Die Folie mull hierbei fest 
aufgekittet werden, da das Skelettmaterial mitschwingen mu13, uni 
wirksam absorbicren zu konnen. Die dann aufgenommenen Ah- 
sorptionskurven sehen jedoch vollig anders aus. 

R. H O S E M A N N  und P. H O T Z K  U S ,  Berlin-Dahlem: 
Vielfachbeugung polydisperser Systeme. 

Mit der Rontgen-Kleinwinkelstreuung kann die Struktur kol- 
loider Systeme untersucht werden. Die hierbei auftretende Viel- 
fachstreuung ist eine Partikelstreuung, d. h. die Summe der Einzel- 
streuungen ist gleich der Gesamtstreuung. Die Struktur  des unter- 
suchten Systems tritt dadurch zutage, daB die Streuung der Rant- 
genstrahlen dureh die einzelnen Bestandteile sich in  einfacher 
Weise zur Gesamtstreuung zusammensetzt und hieraus das Sy-  
stem analysiert werden kann. Es wurde eine allgemeingultige For- 
inel gefunden, die aus den Streuaufnahmen die GroBe und Grollen- 
verteilung der Partikel, die Polydispersitat, ermitteln 1BOt. Auf 
rliese Weise wurden Dispersionen rnit hohem Atomgewicht, wie 
kolloides Gold, untersucht. Die Ubereinstimmung rnit den elek- 
tronenoptisch gcfundenen Werten war gut  (Abweichungen nieht 
mehr als 2 yo).  Bei leichten Atomgewichten (RUB) ist die Methode 
nicht mehr g a n i  so unkritiwb, jedoch laWt sich der EinfluB d e r  
Fehlerquellen in tragbarer Weise eliminieren. 

k u u n i  iiuDgebeixL werden, falls es sich aus irgciidwrlcliril (:rliiitIell 

als not.wendig wweispn sollta. Dip GiiltirkPit. der  aufg~r; tc l l tc~i  
I;lriolinii:: w i i r d r  grlrriiit, indem dic sufgcd:cnipfti* Mcngc ausgc- 
wogeu nnd mit der Masse vcrglichen wurde, die sich mit der ge- 
messenen Frequenzanderung aus der Formel ergab. Kennt man 
die Amplit,udenverteilung a n  der OberflLchc aines Quarzes; so 
lallt sich die Mcthode noch dadurch v c r f e i n e r n ,  dall man kleine 
zu  wageride Massen an einzelnen Stellen des Quarzes aufbringt. 
I)ie Frequenzanderung, die eine bestimmte Masse hervorruft, ist. 
ortsabhangig und in der Mitte des Kristalls a m  groljten. Mit dieser 
Arbeitsweiae liegt die N a c h w e i s g r e n z e  bei 10-1° g. 

TY. S C H A A P F S ,  Berlin: C7iifersuchuizg d w  BeibozUdufion i n i t  

l l i l f e  der  Volta-Spannuny. 
Die Volta-Spannung V,, : V2-Vl  stellt die Differenz der Elek- 

tronenaustrittsspannungen dcs Versuchsmetalls uiid eines Ver- 
gleichsmetalls dar. Es ist einleuchtend, daW die Volta-Spannung in 
rmpfindlicher Weise von der .Beschaffenheit der Oberflacho ab- 
h lngt ,  weil sieh rnit ihr  die Elektronenaustrittsspannung veran- 
ilert. Die Messung der Volta-Spannung ist daher eine geeignete 
Methode zur Untersuchung yon Oberfliichen in Bezug auf Gssad- 
sorption, Osydation, Korrosion usw. Von Vorteil ist hierbei, dali 
die Messung voii d.er geometrischen Form des Mefiobjektes un- 
abhiingig ist. Die vielfaltigen Moglichkeiten dieser Methode in 
tier Tcchnik, wo man es grundsatzlich rnit verknderten OberflB- 
(:hen zn tun hat, liegt auf der Hand. Vortr. fiihrtp ein techniseh 
durohentwickeltes GerLt vor. Bei den Messungen mull jedoch 
darauf geachtet werden, daCj die Abhangigkeit der Volta-Spannung 
von der Uicke der Oberflaehenschicht nicht monoton verlault, 
sondern vor allem bei kleinen Dieken kura hintercinandcr ein Ma- 
ximum uiid ein Minimum durchlauft. Dadurch kann man beziig- 
lich der Raproduzierbarkeit leicht getauscht werden. 

Dcr Verlauf der Volta-Spannung wurde in einer Kompensations- 
schaltung gemessen. Mit dem Geriit wurden u. a. Gasadsorptionen 

E .  I C R A U T Z  und G. Z O L L F R A N S ,  Augsburg: Uber d i e  
Elektroluniineszenz von Dianzaiafen. 

Legt man a n  zwei Diamant-Elektrodcn eine Spannung von meh- 
reren kV, so regt man Elektrolumineszenz an. Der Elektroden- 
abstand betrug bei den Experimenten, iiber die Vortr. berichtete, 
ca. 0,2 mm. Variiert man bei den Experimenten die einzelnen Para- 
meter, so zeigen sich in Abhangigkeit von den Parametern Feld- 
rtirke, Stromdichte, Frequenz der angelegten Spannung und 
Temperatur charakteristische Unterschiede der Elektrolumines- 
zenzverteilung bei den einzelnen Kristallklassen. Untersucht wur- 
den mit Gleieh- und Wechselspannung vor allem die Typen 1 
und 2a. Bei Weohselspannung (Frequenzen von 50-500 Hertz)  
bildeten sich Bahnen von Elektrode iru Elektrodo, die zumeist 
iiihomogen verliefen und durch das submikroskopische Netzwerk 
bestimmt werden. Ebenso wirken Gitterbaufehler und Fremdsub- 
stanzen im Kristall, die durch die so entstehende inhomogene Po- 
tentialverteilung das inhomogene Biid der Lumineszenz verur- 
sachen. Die Amplitude der Lumineszenz wachst rnit der Tempera- 
tur. Bei T,yp 1 wurde blaue und bei Typ 2a gelbe Elektrolumines- 
zenz festgestellt. AuBerdem zeigte siGh bei der Aufnahme der 
Strom-Spannungscharakteristik ein Sperrschichteffekt, d. h. drr  
olektrische Widerstand des Kristallgitters ist von der Richtuna 
rler angelegten Spannung abbangig. 

G. S A  U E R B R E  Y ,  Berlin: Wiigung diinner Schichteia i r i i l  

Sehwingquarzen. 
Versetzt man einen Schwingquarz in  Diekensclierungsschwiii- 

gnngen, also in  Schwingungen b.ei denen zwei gegenuberliegende 
Seiten drs Quarzes parallel zu ihren Ebeuen schwingen, und zwar 
phasenverschoben um 180 ', so stellt man fest, dall die Eigenfre- 
quenz der Sehwingquarze durch Oberflachenbelage ver indert  wer- 
den kann. In der Mittelebene des Quarzes ist die Verschiebung 
zweier nebeueinanderliegender Ebenen am groBten und nimrnt zu 
den beiden Oberflachen hin ab. Die aufgebraehte Fremdschicht 
beeinflu& die Frequenz daher nur durch ihre trage Masse und nicht 
durch ihre elastischen Eigenschaften. 

Vortr. stellte in folgender Formel den Zusarnmenhang zwiwhcn 
Frequenzanderung und Massenhelegung her: 

A! = . 
f d.PQ 

Darin bedeuten f die Frequenz des Quarzes und  Af die Frc- 
quenzanderung, Arp die Massenbelegung, d die Dicko des Quarzes und 
pa dessen Dichte. Aus der kleinsten meWbaren relativen Frequenz- 
Snderung ist die kleinste noch mellbare Masse abzuschltzen. Sie 
ergibt sich zu 3.10-9 g/cm2. Gemessen wird in einer D i f f e r e n z -  
s o h a l t u n g ,  in  der der Versuchsquarz mit einem Vergleichsquarz 
verglichen wird. Der Vergleichsquarz besitzt etwa die gleiche Fre- 
quenz wie der Versuchsquarz ohne Fremdschicht. Die Schwing- 
quarze k6nnen ohne zuriickbleibende Frequenzanderung im Va- 

gemessen. Beim Reiben zweier hletalltsile gegeneinander- wurtlc 
das Wachstuni einer Oxyd-Sehicht verfolgt. Die dabei ablaufenden 
Ob~rflachenveranderungen sind deutlich zu vorfolgeu. 

A L B  R E C H  T F I S L ' H  E R ,  GicBcn: Eiii Hoch.rlruel;-BochtP,ir- 
peratur-Ofen zur Herstellung 'uon Kristallen. 

Wichtige Snbstanzen, die zur Herstellung von Kristallen als 
Halbleiter und Phosphore fur die Elektrolumineszenz Verwendun? 
finden, zeigen bei der Verarbeitung vor Erreichen des Schmelz- 
punktes Sublimation und Zersetzung. Es ersehien notwendig, das 
Ychinelzen und Kristallziichten bei erhohten Drucken vorzuneh- 
men. Der Ofen des Vortr. ist ein Stahlzylinder mit aufgeschraubtcn 
Deckplatten. An den kritischen Stellen der Verschraubung wird 
der Mantel gekiihlt, um die thermische Belastung in ertrlglichen 
Grenzen zu  halten. Die maximalen Betriebsdaten sind: 2500 "(: 
und 150 atm.  Die Leistungsaufnalime betragt 40 kW bci 16 V und 
2500 Amp. Es wurden rnit diesem Ofen u. a. Zinksulfid, Cadmiunr- 
sulfid und Zinkselenid geschmolzen. Als Kristalle wurden gezogen 
Siliciumcarbid und Galliumphosphid. Bei der Untersuchung von 
A1 u m i n i u  m n i  t r i  d wurde festgestellt, dall der Schmelzpunkt 
um 400-500 "C haher liegt als in  der Literatur augegeben wird. Es 
wird moglich sein, bis zu einem Druck von 1000 atm zu gelangcn. 

I<. S C H  U M A C H E R ,  Erlangen: Einige Ergeryebnisse ZUI E;n- 
,ic:irkung von Rontgen-Strahlung auf Polydthylene. 

Vortr. untersuehte die Rosistenz von €Ioohdruck(HD)- und 
Niederr1ruokjND)-Polyiithylenfolien gegenuber Rnntgenstrahlcn 
in Abhiingigkeit von D o h  und Temperatur. Wahrseheinlich be- 
fitelit die Einwirkung der Strahlung in einer statistisch vrrteiltnn 
punktweisen ehsmischen Aktivierung. An diesen Stellen kdnnen 
Einzelreaktionen stattfinden. Die Versuche wurden stets im Va-  
lruum ausgefiihrt, um die Einwirkung von Sauerst.off zu  verhin- 
dern. Die Dosisleistung betrug 0,2 Mr/min bei 10 "C und 80 < C .  
1)abei wurden vor allem untersucht die Zusammensetzung dry 
abgesonderten Spaltgasc, wofiir ein Massenspektrometer verwen- 
det wurde, die Loslichkeit und die IR-Absorption. la den Spalt- 
gasen wurdc vor allem H, gefunden, bei ND-Polyathylcn mehr 
als 99%,  bei HD-Polyathylen ca. 85:f0. Der Rest bestand in nip- 
deren Paraffinen. Der Wasserstoff wird wahrscheinlich an den En- 
den der Kettenrnolekeln abgespalten; in den Ket ten entstehen 
1)oppelbindungen oder zwischen den Ket ten Vernetzungen. Beidp 
Moglichkeiten besitzen etwa die gleiche Wahrscheinlichkeit. nit> 
Aktivierurigsnnergien wurden angcgeben: fur HD-Polyathylen 
(1,6 kcal/Mol fur die 13,-Bildung; 2,5 kcal/Mol fiir die Bildung dcr 
Kohlenwasserstoffe. 

Fiir ND-Polyathylen sind die Zahlen ahnlich. Bei h e r  Dosis 
von 500 Nr wurden im Durchschnitt 0.5 Vernetzungen bei 100 C- 
Atomen gefundeu. Durch die Vernetzungen andert. sich die L R s -  
lichkrit so, daB bei geniigend lioher Dosis die Folk praktisoh un-  
lijslich wird. [VB 9771 
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